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REZUMAT

la teza de master cu tema “Dispozitiv pentru testarea circuitelor logice cu interfata LabVIEW?,

Teza cuprinde introducerea, trei capitole, concluzii, bibliografia din 11 titluri, 3 anexe, 60
pagini text de baza, inclusiv 31 figuri si 15 tabele.

Cuvinte cheie: circuite logice, sisteme incorporate, algebra booleana, internetul lucrurilor.

Domeniul de cercetare se referd la partea aplicativa a logicii booleene, realizata prin
intermediul circuitelor digitale, care stau la baza a unei bune parti din electronica contemporana.

Scopul lucrrii consta in proiectarea unui dispozitivului pentru testarea si verificarea
circuitelor logice.

Metodologia cercetrii stiintifice Necesitatea de testarea a circuitelor logice apare in diferite
situatii cum ar fi in stiinta la cercetarea unor proprietati specifice sau in industrie la testarea produsului
realizat in urma procesului tehnici.

Noutatea si originalitatea rezultatelor obtinute constd in: definirea unei noi extensii de
verificare a circuitelor logice precum si aplicarea acestui prototip in diverse domenii. Scopul acestui
proiect este educativ si consta in testarea circuitelor logice obtinute In urma realizarii proiectelor de
an la disciplinele specifice cilului de licentd a specialitatilor cu profil electronic sau de stiintd a
calculatoarelor. Ca a exemplu Analiza si Sinteza Circuitelor Digitale (ASDN) sau Circuite Integrale
Digitale (CID). Acest proiect poate fi un bun accesoriu de testare a circuitelor logice pentru
laboratoarele din incintele de Tnvatamint.

Semnificatia teoretica o constituie algoritmul Quine propus de McCluskey. La aplicarea
acestei metode, functia trebuie si fie reprezentati si de una dintre formele canonice normale In ciuda
mult de patru variabile, metoda Quine-McCluskey are si limitari in domeniul de aplicare, deoarece
timpul de rulare al metodei creste exponential odata cu cresterea datelor de intrare.

Valoarea aplicativa a lucrarii este electronica contemporand, incepand cu axiomele si
teoremele logicii booleene pana la realizarea unor circuite ce indeplinesc functia logica necesara de

testare a acestea.



ANNOTATION

to the master's thesis on "Device for testing logic circuits with LabVIEW interface",

The thesis includes the introduction, three chapters, conclusions, bibliography of 11 titles, 3
annexes, 60 pages of basic text, including 31 figures and 15 tables.

Keywords: logic circuits, embedded systems, Boolean algebra, the Internet of Things.

Research field refers to the applicative part of Boolean logic, made through digital
circuits, which form the basis of a good part of contemporary electronics.

The purpose of the work consists in designing a device for testing and verifying logic
circuits.

Scientific research methodology The need to test logic circuits arises in various
situations such as in science when researching specific properties or in industry when testing
the product made following the technical process.

Novelty and originality the results obtained consist in: defining a new extension for
checking the logic circuits as well as applying this prototype in various fields. The purpose of
this project is educational and consists in testing the logic circuits obtained after the realization
of the projects of the year in the disciplines specific to the license cycle of the specialties with
electronic profile or computer science. Such as Digital Circuit Analysis and Synthesis
(ASDN) or Integrated Digital Circuits (CID). This project can be a good logic test accessory
for on-campus labs.

Theoretical significance it is the Quine algorithm proposed by McCluskey. When
applying this method, the function must also be represented by one of the normal canonical
forms. application time, because the running time of the method increases exponentially with
the increase of the input data.

The applicative value of the paper is contemporary electronics, starting with the
axioms and theorems of Boolean logic until the realization of some circuits that fulfill the
necessary logical function to test them.
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INTRODUCERE

In practica uzuala a unui specialist in domeniul electronicii digitale, adesea apare necesitatea
utilizarii a diferitor sisteme care contribuie la proiectarea, testarea si verificarea parametrilor
circuitelor dezvoltate sau a circuitelor deja existente. Asemenea sisteme contribuie la automatizarea
unor procese din cadrul proiectarii si controlul post-productie, astfel reusindu-se cresterea eficacitatii
lucrului n sine.

In particular prezenta lucrare se refera la partea aplicativa a logicii booleene, realizatd prin
intermediul circuitelor digitale, care stau la baza a unei bune parti din electronica contemporana. Pe
baza circuitelor digitale pot fi asamblate o varietate de dispozitive, ce pot rezolva spectru larg de
probleme.

Prezenta lucrare are ca scop cercetarea acestei probleme si realizarea unui prototip functional
ca solutie la problema relatata mai sus. Lucrarea este divizata in trei capitole dupa cum urmeaza:

Capitolul conceptual, in care se vorbeste despre logica booleana si elemente logice. Sunt
descrise legile algebrei logice si functiile algebrei booleene. De asemenea sunt studiati algoritmii
existenti de minimizare cu exemple concrete. O bund parte a cestui capitul este dedicata studierii
metodelor de comunicare in electronica Incorporata.

Capitolul doi este despre proiectarea dispozitivului pentru testarea circuitelor logice. Este
descris procesul de proiectare a schemei conceptuale, selectare componentelor necesare si
interconectarea lor pentru obtinerea schemei electrice principiale. In baza schemei electrice
principiale a este proiectata placata cu cablaj imprimat si sunt descrisi pasii de proiectare a acesteia.

Ultimul capitol este dedicat arhitecturii software a dispozitivului. Tn acest capitol este
prezentatd implementarea algoritmului de minimizare si testarea acestuia. Proiectarea si testarea
softului de baza care are ca scop testarea nemijlocita a circuitului propriu zis. De asemenea este
prezentat pe scurt si protocolul logic de comunicare dintre dispozitiv si calculator care la randul sau
functioneaza asupra protocolului fizic UART.

In acest capitol se poate gisi si interfata programului LabVIEW care urmeaza a fi utilizata

pentru interactioneaza cu dispozitivul.
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